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Андрей ТИМОШКИН*

ОБ ОДНОМ КЛАССЕ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ ИЗ

т-ВЫХОДНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРОВЕРЯЕМЫХ ДВУМЯ ТЕСТОВЫМИ НАБОРАМИ

(Представил Ю. Яаксоо)

В настоящее время ведется интенсивный поиск методов CHHTe3a

схем, обеспечивающих 100%-ное покрытие одиночных константных не-

исправностей при использовании немногих тест-векторов [!-*]. Число

тест-векторов в этом случае, как правило, не зависит от числа функцио-
нальных элементов, числа входов и уровней синтезируемых схем.

Рассматриваются условия проверяемости т-выходных — функцио-
нальных элементов и комбинационных схем из них определенного клас-

са двумя тестовыми наборами.

I. Условия TECTHPYEMOCTH /л-выходных функциональных — элементов

двумя тестовыми наборами. Будем рассматривать только одиночные

константные неисправности. Пусть функциональный элемент Ё имеет

п входов, т выходов и реализует систему т функций:

F(x., voa x„)=(f,(xl, 0 x„); +O3 f,„(xl,
eea

Хп))

(отображение F двоичного пространства В" на двоичное пространство
В"). Условия тестируемости произвольного т-выходного функциональ-
ного элемента Ё двумя двоичными наборами (т. е. 100%-ное покрытие
одиночных константных неисправностей его входов и выходов) дает сле-

дующая теорема:

Теорема 1. Фучкциональный элемент Е является тестируемым двумя
наборами тогда и только тогда, когда найдутся наборы61 == (В!, ..., В!)
u by= (83, ..., B%) — такие, что

в=В orn I<<i<n, (1)

fi(by) ®fi(by)=l для I<j<m, (2)

[ h(F(b),F(b1))>0 для Vbe Ki\b,
Uh(F(b),F(b2))>o для Vbe К° (3)

где

Kh={b/h(b, b)) <l},

Roi={b/h(b, by) <l}

— замкнутые шары с центрами в В, и В» по отношению к метрике Хем-
минга й (с, а) [s]:

he.d)= 3 (v ®6)

npuuem c==(yy, ..., yt) 4 d= (8, :.., 8;) — двоичные векторы.

Днепропетровское СКБ автоматизированного проектирования.
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Доказательство. Действительно, пусть функциональный элемент

Е тестируется двумя наборами В, и В». Поскольку для произвольного

функционального элемента не существует двоичного набора, обнару-
живающего более 50% его константных неисправностей, то каждый из

тестовых наборов В, и В› должен обнаруживать 50% — константных не-

исправностей функционального элемента Ё. Это означает, что набор
by=(p, ..., B!) обнаруживает множество М, константных не-

исправностей входов еl, ёэ,...,
ёп И ВЫХОДОВ аl, Ay, .

.., Am функциональ-
ного элемента F:

Miy={e//B!; ... /B, ..., ea/Bls @i/ (D)),
...,

aw/im(bl)},

где В,е= {0; 1} для любого .

Набор b:= (83, ..., B>) обнаруживает множество М, кон-

стантных неисправностей входов еl, ёэ, ..., @ И ВЫХОДОВ @l, Qy, ..., йт

элемента F:

Mg-—-{e;/fif, KRD e,-/š'*; eea en/š—i; al/fl(b2),
345

am/fm(b2)}-

Поскольку множество М,() М, совпадает с множеством всех KOH-

стантных неисправностей функционального элемента Ё, то для любых

i, ] имеем:

{e/B!, ei/B2)=(ei/0, ei/1),

(a;/fi(bl), a;/f;(bs)}=l{a;/0, a;/I}.

Отсюда В! =БЁ или В! = В,
N

filbi)=fj(b2) или f[;i(b)) ®f;(bs)=l.

Hanee, ecin Ha BXoaax ey, €,
...,

@„, функционального элемента Ёуста-
новлен тестовый Habop 61== (В!,..., В!) или тестовый Habop
bo= (83, ..., B%), то изменение состояния произвольного входа е;

должно приводить к изменению значения функции Ё:

TMRoY 2 ЕЕ(М, ~ ВЕ.. В!),

Е(В, ..., В° ..., AP, .B B2). В

Поэтому

h(F(b),F(b))>o для Vbe Ky\b,,
h(F(b),F(b2))>o 2a Vbe Ki\b,,

где

Ri\ov={(B} ... 81, ... B\)/i=1,n}, |

Ro\bs={(B2, ..., 82, ..., B2)/i=1,n}.
Таким образом, необходимость условий (1)—(3) доказана. Докажем

теперь достаточность условий (1)—(3). Пусть выполняются условия
(1)—(3). Покажем, что функциональный элемент Р является тестируе-
мым двумя наборами, т. е. любая константная неисправность входов

e, €5,...,6n И ВЫХОДдОВ @а,, @э,..., @т Элемента обнаруживается одним
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H3 двух тестовых наборов. Пусть на произвольном входе е; функцио-
нального элемента Ё имеется константная неисправность е;/1. Очевидно,
что значения выходов функционального элемента Ё, содержащего не-

исправность е;/у на входном Habope(Bi,...., 4...., Pn),COBNAAAIOT CO

значениями выходов исправного функционального элемента Ё на на-

боре (В.,...,\,..~ В,):

Fe,/y(fll’ eßi cr Ba)=F(Bi, +V + Bn).

Поэтому

F,(B oo Bl iy B)=F(BY, -..0 1, --- B

Fo800 Bty B)=F(BL -1 - P)

Поскольку В! ==ф? — для любого #, то

либо В =O, либо {В‘і=l{[s'%’:l p? =O.

[Mostomy, anbo (B!, ..7, 1, ..., P) eKb

W.. 1, ..., В?) = I?’;z\bg. Следовательно, или

LB IR
o o Ropa ), AR,o -1 o 0 Pipiadin:Bl )>,

HJIH

M -b В°), Р(В?, LR

Это эквивалентно тому, что илиИ

F,o(Bls - BY -7, BL)=F(BL, 2 B B

HJIH

Fon(Byo vvvs B2y ooy B)#F(B], .70 BF, BR).

Итак, неисправность e;/1 обнаруживается либо входным набором
—

(В! -

—by= (B}, .., B}, ..., B}), mbo naGopom b;= (B?, ..., 8%, ..., B%).
Пусть теперь на выходе а; функционального элемента Ё HMeeTcsi KOHCTaHT-

ная неисправность а;/1. Очевидно, что в этом случае f]. ал
(b)=l

для произвольного и-мерного входного набора 2. Следовательно,
f,-_ ау

(61) ==l и і‚-_ a 1 (b2)=l. Из условия (2) следует, что либо

Б(61) ==o, либо /;(6,)==o. Поэтому, либо — Ё, „л
(61) ФГ,(61)==l, либо

f; ау
(b2 @ fi(bg) =l. Таким образом, Е, (61) 2Е(61) или

F“:/' (b2 ёЕ (bs) и неисправность а}/!1 обнаруживается либо вход-

ным набором ;, JH6O входным набором 6›. Случаи с наличием KOH-

стантных неисправностей е;/0 и ау/0 рассматриваются аналогично. Не-

обходимость и достаточность условий (1)— (3) доказана.

2. Комбинационные схемы из т-выходных функциональных элементов,

тестируемые двумя входными наборами. Перейдем к рассмотрёнию
комбинационных схем из т-выходных функциональных элементов, те-

стируемых двумя входными наборами. Пусть имеется класс © комби-

национных схем и соответствующий ему класс ©; ориентированных

графов без циклов, которые удовлетворяют следующим условиям:
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1) Cxema Š(Xxi, +.O Хар 2 1 гт) © © имеет n BXOAOB H M BHIXOAOB.

2) Множеству BepuinH V rpada Gs&=@®s соответствует — множество

TUF, rae X= {x;,...,X,} — множество входов схемы 5; F={F,,...,
Fi,...,Fy} — множество функциональных элементов схемы $. При
этом множеству начальных вершин И, графа С соответствует мно-

жество , а конечной вершине о, графа Св соответствует один из эле-

ментов множества .

3) Множеству ребер Р графа Са соответствует множество соедине-

ний № между элементами множества Х) схемы 5.

4) Множество ребер Р графа С задает биективное отображение 0

множества ,== ( (У\И,„ ) о.) хА„) ) И, на множество ®%== (И\И,) хЕл,;
где Am={ai,...,Qam} — множество выходов — произвольного — функ-
ционального элемента Ё, Е„== {е,,...-, ё„} — множество входов элемен-

0 (8,)=2,.

Пусть ранг произвольного функционального элемента F; CXeMbl

5(x1,...,%n; 21,...,?т) равен максимальному рангу соответствующей
данному элементу вершины о; графа С;. Определим подграф С% — ран-
га и графа Св как такой подграф графа Св, для любой вершины ;

которого справедливо г (о;) <<и.Определим далее подсхему
SR ..., Хл; 2“, ..., 2';…) paHraucxeMbl S(Xy, ..., Xn; 21, ..., Zm) Kak

подсхему, соответствующую подграфу G*fs графа Св.

Очевидно, что каждому л-местному функциональному 3JeMeHTy F

ранга и можно поставить в соответствие подсхему s*—l(х,, ...,
Хл;

- o el
) —

-1 u—lo oot zuq(u_l))_q)(Fu) paHra u—l, K выходам г;_" ‚ее #
который подсоединен данный элемент. Пусть т-выходные фун-
кциональные элементы, проверяемые двумя наборами, образуют класс

©. Справедлива следующая теорема:
Теорема 2. Ecau произвольный функциональный элемент Е,чисо-
ответствующая ему подсхема SR NS ek Ха; 281 2I Z'f,(”„'„„ )
cxemolS (xy,

..., Xn; 21, ..., 2m) € S TAKOBBL, 4TO

Е(9, — ()

h(F4(b), F(bu))=l daa Vbe Kb:\by, |
i i . (2)

h(F*(b), F(ba))=l dsa Vbe Ki\bs,

(Du——l 1

=( и
(81, о.

.Э BL):(YU—I,I 3 a 1 1
'YI э о..

Ylf—l,l, Bu'l O'Yu—l,l
1 э** т Уд(„;„)=

bt W M Yl;__l{l» pe-t, yb u-1, 1
nn°

е е ,Т, Ya )
(3)

D 1 (B 2 2

= (y4~1?
_(fl" couy BR) =R 0Y )

=

1 »raVU L 2 Би.2 „_уи——|,2
, a<u—l))—

л—l вТь Р, Vl;__li LT wl, 2

n
n ia \q(u—,l))’

200 Ф“—!(В,, ..., В.) — реакция подсхемы $“-\! ранга “-! на вход-
KoÜ Habop h= (P, ..., Bn);

b= (B 3 .2 PR =(PY ..., PY7) —

тестовые наборы элемента F*, To cxema S(xy, ..., Xn; 21,...,2m) Прове-

ряется наборами by= (B}, ..., BL) u b=(B, ..., B2).
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Доказательство. Покажем, что любая константная неисправность
входов €),..., €, U BBIXOAOB @а,,..., й; Произвольного элемента F;*
обнаруживается одним из двух тестовых наборов bi=(81,:.., P)
nH b2=(8?,..., BŽ). ITycrb Ha IDOH3BOJIBHOM BXOAEe е; функциональ-
ного 9NEMEHTA F;“ HMEETCA KOHCTAHTHAA HEHCNIPaBHOCTb e; (F*)/Bw!. — Тогда

AR S BBi BD = LoBb RD -

=FPY3 o B';:f, %4 B‘,‘;,'*;). Гак как набор by= (8%, ..., B%)
обеспечивает подачу на входы элемента Ё;“ тестового набора

(82, o Byt oo But), BOPHBYS o Bl oBT, ЕВ --

SOUPER APy 1 no Siар ь, е 2т) ES, o

h((Dgl/fl:a.a(fi‘l’, ..., B2), @“(B?, ..., p2))=l. Ouesuauo, что 3 выход &

oY‚2 ‚ ®

такой, что [ «(В#2r BD P) =hBD Bi B%)
H BF‘;', е такие, что 9 ( (Ё*, a,,))=_(F';:, ecl). Поэтому

1 1

— | fi‘;:'f‘=fl,k(fl‘;?, B
o fl‘;’;", s B:f) H

pa=fi4(862, 362 BD
Следовательно,

u и 2 , L —, 5

=¥

Fo (82, ooy [Fun(By? ooaBT o 5 052)] g oo B R)=
—

l 2 aD ,Fs (B 4 2y cee B <o Bur?). Так как набор b; obecneunßaer no-

дачу на входы элемента Р тестового набора
1

О (р т.., e, .oo 1),

B(Pw (82, ..., Bt oB2), PR (Br2, c Ba com Byd)=1

n o S(xi, 7.., Ха; 21, cl, Zm) ©©, W

Bo(B - B2), ®“(B2 ..., B2))=1
ПУСТЬ для некоторого исо ВЫПолняется равенство

R,s (B, -н B2), ©° (83, .5, ))—.
<

@

Докажем, что приэтом -оно выполняется и для ис+l. В выход, под-

и

g
схемы $ — такой, что

(Dua , ы а
y 2 Uy 2 U 2

` (рр Ы B„)'—'“'—(Yl » set Vg »ttt Yq(uo)),
Uy ki 2 g 2 “

Н Фе‘(г‚")/р:'”(щ' .. B2n)=(Yl ik, Yd »ra Yq(uo))'
u

u “

: а g g+l

Поскольку @ биективно, то для #, 3 единственныеF,a ,F ‚
@

а - j k ! €

ua ио
такие, что выходг ABJAETCA BIXOAOM @, 9NEMEHTA F,a и BXOAOM € .

d

элемента Р‘›‘ан :
‘о+l °

O((F1l, ar,))=(Fi ее
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uo+l’2 ua,2 uG.2 “o'2
Поэтому В, , =і/'‚с By ;v v By, )=y, -

Tak kak naGop
o+l’ "o+l o o o o

uo+l

Ь, обеспечивает подачу на входы элемента F!a+| TECTOBOro Habopa

“а+р? “oir 2 “oil 2 | Yotl ook
( ooy BOV )03 el P (P Зрі'іа‘*'\ .2

,

co-H'lo-H '2
, Bn'

IG-H
, 2( lc+l

(
l"d+2l

,

= o+’ “g+l' u .0 o5

...'flofl- ""’flanl )’ F.GH(BIGTI o'“thoH, И,

сб2+l”а+l Lo ‘ol ' о+l о+ ’е+l

м
+р -

...Вп°і+ )) =1 и e ..., Ха} Zl, Т.., ёт) ©B, ТО

’‘о+l

“otl “o+l
R(® e (83, -5, B2), @7T (BT,- B7))=L

Поскольку ис+ — ио2=l, то справедливо равенство

gt _ .
SR T ,

в(Ф 5 (B, o), Ф° (B, BL)=L

Следовательно, по индукции заключаем

“2 B: Ф p p -—l
B * n))), t(

l’ + »:"’h((l)tl/ 11.l ( 1

для Vi>>u; и неисправность е‚(Р';)/р';›' обнаруживается тестовым

набором — Б;== (В?,..., В?). Неисправность выхода — элемента Ё;“

рассматривается как неисправность входа некоторого другого элемен-

та, и доказательство проводится аналогично. Теорема доказана.

Рис. 2. >

Puc. 1.
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Примером т-выходного функционального элемента, проверяемого
двумя наборами, для случая л==4 и т==2 может служить элемент,
реализующий пучок булевых функций вида:

fr=xlx3 \/ Xx3x4 \/ x:1%3,

j2= (x1 V x2) (x3 V x4) (x2 V X4).

Этот элемент показан на рис. 1. Комбинационная схема из класса ©,
тестируемая двумя тестовыми наборами В,== (0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1) и

b= (1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,), показана на рис. 2.

3. Заключение. На ocHOBe исследованных — условий — тестируемости
Mm-BbIXOJHBIX фУНКЦИОНЗЛЬНЫХ элементов и КОМбИНЗЦИОННЫХ схем H3

класса © двумя наборами могут быть разработаны различные методы

синтеза легко тестируемых схем. Представляют интерес также условия
тестируемости двумя наборами комбинационных схем из других клас-

COB. `
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Andrei TIMOSKIN |

m-BITISE VÄLJUNDIGA FUNKTSIONAALSETEST ELEMENTIDEST MOODUSTATUD
KOMBINATSIOONSKEEMIDE KLASSI KONTROLLIST KAHE TESTVEKTORIGA

On vaadeldud m-bitise väljundiga funktsionaalsetest elementidest moodustatud
kombinatsioonskeemide loomise ja kahe testvektoriga kontrolli probleemi. On määratud
tarvilikud ja piisavad tingimused iihekordsete konstant-1 ja konstant-0 torgete 100-prot-
sendiliseks katteks m-bitise viljundiga funktsionaalsetel elementidel kahe testvektori
abil. On esitatud tingimused {ihekordsete konstant-1 ja konstant-0 torgete 100-protsendi-

liseksdkattek; kombinatsioonskeemide ühe klassi jaoks kahe testvektori abil. On toodud
mõned näited.

Andrei TIMOSHKIN

ON ONE CLASS OF COMBINATIONAL CIRCUITS CONSISTING OF m-BIT

OUTPUT FUNCTIONAL ELEMENTS AS CHECKED BY TWO TEST-VECTORS

The problem of building of combinational circuits consisting of m-bit output
functional elements and checked by two test sets is considered. Necessary and sufficient
conditions of 100% covering of the single stuck-at-1 and stuck-at-0 faults of m-bit
output functional elements by a multitude of two test-vectors are determined. Conditions
о 100% covering of the single stuck-at-1 and stuck-at-0 faults of combinational circuits
from definite class by a multitude of two test-vectors are determined. Some examples
are presented.


	b10720984-1992-2 no. 41/2 01.04.1992
	Chapter
	ETALON EVOLUTION EQUATIONS
	Untitled
	Fig. 2. Phase velocity region used for the etalon evolution equation in case of a liquid layer. Fig. 1. Dispersion curves for Love waves: I — expression (10), 2 — expression (12).

	FOURIER MULTIPLIERS OF GENERALIZED LIPSCHITZ CLASSES ON THE REAL LINE
	A PROBLEM OF FLOW IN CYLINDRICAL GEOMETRY
	Untitled
	Fig. 2.

	DYNAMICS OF THIN VORTEX RINGS IN A VISCOUS FLUID
	Fig. 1. Definition sketch.
	Untitled
	Fig. 3. Phase portrait explaining the interaction between two vortex rings; (2, — 22) is the distance between vortex rings, r is the outer radius for one of the vortex rings, numbers show the time intervals. Continuous curve corresponds to the case of a perfect fluid (mapping back to 1), dashed curve — to th; case of a viscous fluid. Fig. 2. Vorticity distribution inside the vortex core. I — theoretical curve according (5.15), 2 — experimental data ['2].

	MULTIFRACTALITY OF ESTONIAN COASTLINE
	Untitled
	Fig. 1. A — the generator, B — the second generation, C — the third generation. In each next generation all the elements are replaced by the generator, properly reduced. In order to introduce irregularity, the orientation of generators is chosen randomly. The resulting fractal dimension is given by d=—log.(2), o.s<<a<<l/y2. This pattern corresponds to d==l.l9.
	Fig. 2. A multifractal coastiine obtained by the proposed generating algorithm. The lowest value of singularity powers is @mmn=l, the highest — amax=l.3s, and global sealing exponent d=1.17.
	Table
	MODEL MATCHING OF NONLINEAR DISCRETE TIME SYSTEMS VIA DYNAMIC STATE FEEDBACK

	ОБ ОДНОМ КЛАССЕ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ ИЗ т-ВЫХОДНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОВЕРЯЕМЫХ ДВУМЯ ТЕСТОВЫМИ НАБОРАМИ
	Рис. 2. >
	Puc. 1.

	MOUFANG LOOPS AND GENERALIZED LIE EQUATIONS
	MOUFANG SYMMETRIES AND CONSERVATION LAWS
	УСЛОВИЯ МАКСИМУМА ПРОПУСКАНИЯ МЕТАЛЛО-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ФИЛЬТРОВ
	Рис. 1. Структура интерференционного фильтра с поглощающим пакетом: / — диэлектрический пакет при исходной среде, 2 — диэлектрический пакет при подложке, Ё, и Е. — промежуточные слои, соединяющие поглощающий пакет (М)с диэлектрическими пакетами,
	Puc. 2. Зависимость коэффициента пропускания Т (&) от OTHOCHTEJIPHOFO BOJHOBOIO числа &/№ (*о==2л /М, Мо== 1242 нм) узкополосного фильтра, представленного в таблице.
	Puc. 3. Относительное распределение интенсивности поглощения в металлическом слое с толщиной й для узкополосного интерференционного фильтра с одним металлическим слоем.
	Untitled

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ОСЕЙ В ОКРАШЕННОМ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЧАСТИЦАМИ САПФИРЕ
	Untitled
	Untitled
	Puc. 2. Пространственная — зависимость интенсивности люминесценции наведенной структуры /(у/р), наблюдаемой в направлении оси С, через поляризатор, при различных углах ф между осью поляризатора и направлением возбуждающего люминесценцию овета: р — период наведенной структуры, у — пространственная координата в кристалле в направлении возбуждения люминесценции. Рис. 4. Зависимость угла а, определяющего кристаллографическое — направление в базисной плоскости, от угла Фп Ммежду осью поляризатора и направлением — возбуждения, при котором наблюдается максимальная глубина модуляции наведенной структуры.
	Рис. 3. Зависимость глубины — модуляции наведенной структуры С от угла поляризатора ф при различных углах а между осью [l2lo] H направлением — возбуждающего люминесценцию света. °

	LOHITEATEID
	ON A POSSIBILITY OF SELF-ORGANIZATION IN PHOTOSYNTHETIC LIGHT HARVESTING ANTENNAE
	EESTI TEADUSTE AKADEEMIAS
	EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ULDKOGU KOOSOLEK 20. novembril 1991
	ETTEKANNE EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ULDKOGUL 20. novembril 1991
	ETTEKANNE EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ULDKOGUL 20. novembril 1991
	EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ULDKOGU 1991. aasta 20. novembri OTSUS NR. 1 Eesti teaduskorralduse reorganiseerimisest
	EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ULDKOGU 1991. aasta 20. novembri OTSUS NR. 2 Humanitaar- ja Uhiskonnateaduste Osakonna nime muutmisest
	EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ULDKOGU 1991. aasta 20. novembri OTSUS NR. 3 Eesti TA pohikirja parandatud redaktsioonist
	Contribution
	EESTI FUUSIKA SELTSI AASTAPREEMIA



	IN MEMORIAM
	Nikolai Alumäe



	Illustrations
	Untitled
	Fig. 2. Phase velocity region used for the etalon evolution equation in case of a liquid layer. Fig. 1. Dispersion curves for Love waves: I — expression (10), 2 — expression (12).
	Untitled
	Fig. 2.
	Fig. 1. Definition sketch.
	Untitled
	Fig. 3. Phase portrait explaining the interaction between two vortex rings; (2, — 22) is the distance between vortex rings, r is the outer radius for one of the vortex rings, numbers show the time intervals. Continuous curve corresponds to the case of a perfect fluid (mapping back to 1), dashed curve — to th; case of a viscous fluid. Fig. 2. Vorticity distribution inside the vortex core. I — theoretical curve according (5.15), 2 — experimental data ['2].
	Untitled
	Fig. 1. A — the generator, B — the second generation, C — the third generation. In each next generation all the elements are replaced by the generator, properly reduced. In order to introduce irregularity, the orientation of generators is chosen randomly. The resulting fractal dimension is given by d=—log.(2), o.s<<a<<l/y2. This pattern corresponds to d==l.l9.
	Fig. 2. A multifractal coastiine obtained by the proposed generating algorithm. The lowest value of singularity powers is @mmn=l, the highest — amax=l.3s, and global sealing exponent d=1.17.
	Рис. 2. >
	Puc. 1.
	Рис. 1. Структура интерференционного фильтра с поглощающим пакетом: / — диэлектрический пакет при исходной среде, 2 — диэлектрический пакет при подложке, Ё, и Е. — промежуточные слои, соединяющие поглощающий пакет (М)с диэлектрическими пакетами,
	Puc. 2. Зависимость коэффициента пропускания Т (&) от OTHOCHTEJIPHOFO BOJHOBOIO числа &/№ (*о==2л /М, Мо== 1242 нм) узкополосного фильтра, представленного в таблице.
	Puc. 3. Относительное распределение интенсивности поглощения в металлическом слое с толщиной й для узкополосного интерференционного фильтра с одним металлическим слоем.
	Untitled
	Untitled
	Puc. 2. Пространственная — зависимость интенсивности люминесценции наведенной структуры /(у/р), наблюдаемой в направлении оси С, через поляризатор, при различных углах ф между осью поляризатора и направлением возбуждающего люминесценцию овета: р — период наведенной структуры, у — пространственная координата в кристалле в направлении возбуждения люминесценции. Рис. 4. Зависимость угла а, определяющего кристаллографическое — направление в базисной плоскости, от угла Фп Ммежду осью поляризатора и направлением — возбуждения, при котором наблюдается максимальная глубина модуляции наведенной структуры.
	Рис. 3. Зависимость глубины — модуляции наведенной структуры С от угла поляризатора ф при различных углах а между осью [l2lo] H направлением — возбуждающего люминесценцию света. °

	Tables
	Table
	Untitled




